Parametry méricich pristroji, kalibrace
a mereni optickych tras?

Kalibracni laborat® MIKROKOM provadi kalibrace:
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meridel optickeho vykonu
zdrojia optickeho zéeni
meéridel utlumu

optickych reflektometr OTDR
optickych spektralnich analyzatoDSA
mericich optickych atenuatar
meéridel Utlumu odrazu ORL
analyzatoi PMD
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VlIiv mériciho @istroje

cistotaci poskozeni vystupnich konektor
cistota adaptoru na detektoru

cistota detektoru (nebo prasklé ochrannecgki)
merime @ilis velky ¢i prilis maly vykon
nesrovnane ,offsety” gidla vykonu

vlastniparametry pristroju

— zkusSenosti vychazejici ze stovek kalibradi el pro
méieni optickych kabelovych tras mnoh&znych vyrobd 2>
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Priklad: mereni jednovidove trasy

metodou pimou a OTDR

e prima (transmisni) metoda

— zdroj zdeni(lasery 1310 / 1550 nm)

— meridlo vykonu(Ge nebo InGaAs detektor)
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o [dB]

Zdroj z&eni - vliv vinové délky ™

o vlakna: rozdila [dB/km] oprotia na nominalni

— 1285 - 1330 nm u novych LWP vlaken garantovan rQ@®a3 dB/km a
u starsich vlaken iips0,05 dB/km

— 1525 - 1575 nm max. 0,02 dB/km

» zdroje:tolerance odchylky od nominalhitypicky £ 20 nm

— zkusSenosti:- pristroje pasmo skute¢ vyuzivaji
mimo#10 nm je:
- 30 % zdrog na 1550 nm
-10 % na 1310 nm
- nan¥rili jsme az 1580 nm nebo 1330 nm

0,6 T

0,4+

021 - prii méreni nag. 50 km trasy s tradnimi SMF ndze byt
T P rozdil s odliSnymi zdroji v pasmu 1310 nm aznhapB
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Zdroj z&eni

vinova delka
 vliv na dalSi sotastky nebo r¥ici pristroje
— nag. linearita mériciho atenuatoru dze ,byt jina“i ox dB

stabilita vykonu
» kratkodoba, dlouhodoba (na2 - 8 hod.)
o zkusenosti - odchylky v 0,x dB
— i u kratkodobé stability (do 15 min.):
e pres 10 % pistroji > 0,1 dB
— ¢astji 1550 nm horSi nez 1310 nm

e vyznamne u r&idel ucenych pro vyrobu
nebomonitoring tras

zZmeéna (dB)
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Meéridlo vykonu

e méreni vykonu
— zkuSenosti: test 5 % @istroja meri s odchylkou > 0,4 dB

 linearita - pro nmereni Utlumu zasadni parametr
— zkusenositi:

» odchylka na nizkych urovnich (-40 az -60 dBm)
u téner 20 % @istrojn > 0,5dB; u 10 % > 1 dB
e nanerili jsme i odchylku tensi 7 dB

— pristroj @itom mize ne&fit na vyssich urovnich velmigsre
(nag. s odchylkou < 0,1 dB)

MIKROKON



Souhrn zkusSenosti s hlavnimi vlivy paranigifistroji
pii méreni SMF trasy imou metodou

4

e zdroj z&eni

— vinova délka vliv zalezi na délce trasy
- odchylka 0,x dB az x dB

— stabilita- odchylka 0,x dB
e meridlo vykonu

— linearita- vliv zalezi na délce trasy resp. jejim Gtlumu
- odchylka 0,x dB az x dB

e pri nepriznivé situaci se mohou vlivyigat a zejm. na delSich
trasach Ize r¥it s odchylkou az @kolika dB

e rozdily m¥reni niznymi soupravami na stejne traséigadre
rozdily nereni z riznych stran u souprav pro oboustranné
mereni
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Meéreni metodou OTDR

reflektometr
OTDR

méfici predradné meiena opticka trasa
vlakno

o meridlo OTDR - opticky reflektometr

&l

— slozigjSi méreni - vysledky jsou sikovlivhény
nastavenimipstroje ...
— zakladni mérici vlastnosti

o mereni délky viakna

e méfeni Utlumu
MIKROKONY



Opticky reflektometr OTDR

méreni delky vlakna - opticke delky

e moderni pistroje jsou znéné presne

— daleko ¥tsi vliv ma zpravidla zadani indexu lomu vlakna
o zkusSenostiodchylky v jednotkach m

— odchylka u 5 % fastroji > 3 m @ méreni délky 20 km

— pozn. horsi vysledky u MMF OTDR, naiili jsme odchylku
az 9 m na necelych 5 km delky
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Opticky reflektometr OTDR
méreni Utlumu

 Vvliv vinové délky zdroje z&eni OTDR
— podobr jako u zdroj zareni z fimé metody

— ovliviuje mérenimérného utlumu kabelovych Uselki
pripadre celkovy Utlum trasy

* mozny rozdil v mireni z iznych stran @rime-li fiznymi
pristroji

o [dB]
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Opticky reflektometr OTDR
méreni Utlumu

* linearita [dB/dB]
— zkusSenosti: - fes 20 % fistroja > 0,05 dB/dB,
- pres 5 % pistroji > 0,1 dB/dB

(pri méreni Utlumu 10 dB je odchylka 0,5 resp. 1 dB)

— nelinearita se navic projevuje @] T
i nag. zdanlivé nizSimi T \i\\
métenymi hodnotami Gtlumu svar ™
.
N

e - L . | [km]
e nepizniw mohou oba vlivy

(odchylkad a linearita) pisobit | spoléne ...
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Parametry rérici techniky z pohledu gfeni tras

« odchylka wibec neznamena nepouzitelnysiroj

e pristroj poskytuje nafp velmi stabilni a reprodukovatelne

vysledky - jen s odchylkou
(ktera se mize ovsentasow dlouhodold menit, starnuti)

e |e treba jen odchylku znat
— vinovou délku, vykon a pip. jeho stabilitu u zdroje zani

— koreléni faktor (pro néreni vykonu) dinearitu méridla
vykonu

— vinovou délku, linearitu a korekce réreni delky u OTDR
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